20445 TECNIQUES D'ANALISI DE MATERIALS CRISTAL-LINS
Jipns: Qpwtivg. _ Creais. 0

1. Els raigs X
Introduccié. Produccié de raigs X. Linies espectrals, Espectre continu i espectre discontinu.
Llei de Douanne-Hunt. Llei de Moseley. Interaccions entre els raigs X i la matéria. Efecte
fotoeléctric i fluorescéncia. Difusié elastica. Altres interaccions. Absorcié macroscopica.
Coeficient d'absorcié. Filtres. Aplicacions practiques de les interaccions dels raigs X amb la
matéria. Quadre general de técniques.

2. Bases teoriques
Matrius i vectors. La funcié de densitat electronica. La funcio factor d'estructura.
Transformaci¢ de Fourier. Xarxa reciproca. Condicions de difraccié. Equacio de Laue.
Construccié d'Ewald.

3. Métodes de monocristall
Caracteristiques generals. Classes de Laue. Llei de Friedel. Métodes classics: Laue, rotacié-
oscil'lacio, Weissenberg, precessio. Extincions sistematiques. Determinacio del grup espacial.
El difractometre automatic. Correccions de Lorentz, de polaritzacio i d' absorcio. Concepte de
determinaci¢ de I'estructura cristal-lina. El problema de les fases. Programes de resolucio i
d'afinament. Programes de dibuix. Observacié estereoscopica d'estructures. Analisi de
resultats.

4. Métodes de difraccié de pols
Introduccid. Métodes d'enregistrament fotografic. Difractometre de pols. Analisi qualitativa.
Powder diffraction file. Analisi quantitativa. Ajust de perfils. El métode de Rietveld.

5. Fluorescéncia de raigs X
Introduccid. Analisi qualitativa. Analisi quantitativa.



